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1. Atomispektrometriamenetelmissd esiintyvid tyypillisid héirioitd ovat muun muassa ionisaatio- ja
spektraaliset hdiriot. Esiintyyko liekki-AAS- ja ICP-AES -menetelmissd kyseisid hdiri6itd? Jos
esiintyy, niin selitd lyhyesti, millainen hiiri6 on kyseisessd menetelméssi ja miten se voidaan poistaa.
Vertaa myds liekki-AAS- ja ICP-AES -menetelmis kyseisten hdirididen osalta ja pohdi kummassa
menetelméssd mahdollinen héirié on huomattavampi ja miksi néin on.

2. Sekd ICP-AES- ettd ICP-MS -menetelmissi nidyte sy6tetdidn argonkaasuvirran avulla induktiivisesti
kytkettyyn plasmaan (ICP). T#st4 eteenpdin menetelmét kuitenkin eroavat toisistaan.
a) Seliti ICP-AES- ja ICP-MS -menetelmien periaatteet (mité mitataan, miten kvalitatiivinen ja
kvantitatiivinen analyysi tehdéin).
b) Selité lyhyesti ICP-AES- ja ICP-MS -laitteistojen plasmasoihdun jélkeiset osat (miten mittaus
tehdsin)
¢) Missi tapauksissa kiyttéisit ICP-MS -menetelméi ICP-AES -menetelmén sijasta?

3. a) Miten niytteen alkuaineiden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen mééritys tehdéén néytteen
rontgenfluoresenssispektrid kdyttden?
b) Misti johtuvat kevyiden aineiden korkeat toteamisrajat XRF -menetelméssd?
¢) Mitki ovat nykyisin kevyimmiit alkuaineet, joita XRF -menetelmalld voidaan méérittd4?
Millaisia laiteteknisié ratkaisuja ndiden kevyimpien alkuaineiden mééritys XRF:114 vaatii?

4. a) FTIR -menetelmilld voidaan tutkia sekd kiinteitd, nesteméisié ettd kaasumaisia néytteitd. Selosta
lyhyesti FTIR -menetelmén niytteenkésittelytekniikat.
b) Nikyvin valon aallonpituudella spektrofotometriamenetelméssé mitataan vérillisid yhdisteita.
Millainen on optimaalinen virisysteemi (néytteelle ja mittaukselle asetetut vaatimukset)
spektrofotometrisissd mittauksissa?

5. Vastaa kysymyksiin / méérittele:

a) Miti etuja fluoresenssispektrofotometriassa on verrattuna absorptiospektrofotometriamenetelméaén?

b) Misti syistd grafiittiuunitekniikalla (liekiton-AAS) paéstian matalampiin toteamisrajoihin kuin
liekki-A AS-menetelmalld?

¢) Miti etuja saavutetaan mittaamalla niytteen TG- ja DT A-kdyrét samanaikaisesti ns. Derivatograph-
yhdistelmilaitteella?

d) Mittaustuloksen tarkkuus (accuracy) ja toistotarkkuus (precision)

¢) Menetelmin herkkyys

Lyhenteet:

AAS = atomiabsorptiospekirometria

AES = atomiemissiospektrometria

ICP = induktiivisesti kytketty plasma

MS = massaspektrometria

XRF = rontgenfluoresenssi.

FTIR = fourier muunnos infrapunaspektrometria
TG =termogravimetria

DTA = differentiaalinen termoanalyysi




